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Vizsgakövetelmények:





A speciálkollégium célja, hogy áttekintést adjon a határfelületi elektrokémiában alkalmazható modern méréstechnikákról, áttekintést adjon az elmúlt évtizedben kifejlesztett mérési módszerekrôl és fejlessze a hallgatók problémamegoldó képességét. Ennélfogva a vizsga célja elsõsorban az, hogy a hallgató tájékozottságát mérje fel , és nem elvárás a részletek alapos ismerete. 





Vizsgakérdések:





Ismertesse röviden a határfelületek vizsgálatára alkalmas mérési módszereket.


Milyen pásztázó felületvizsgáló módszereket ismer?


Ismertesse a pásztázó alagútmikroszkóp mûködési elvét.


Ismertesse a pásztázó alagútmikroszkóp megvalósítási lehetõségeit.


Ismertesse az atomerõmikroszkóp mûködési elvét és megvalósítási lehetõségeit.


Milyen határfelületi folyamatok vizsgálhatók pásztázó alagútmikroszkóppal (példákkal illusztrálva)? 


Mik az atomerõmikroszkóp jellemzô felhasználási területei (példákkal alátámasztva)?


Milyen optikai módszerek alkalmazhatók határfelületek vizsgálatára?


Milyen problémák vizsgálatára alkalmas a reflexiós infravörös spektroszkópia?


Ismertesse az optikai felharmonikusok generálásának elméleti alapjait.


A határfelület milyen tulajdonságai mérhetõk optikai felharmonikus generálásával (példákkal illusztrálva)?


Mi a rezgõkvarcos elektrokémiai mérleg elve, és milyen folyamatok vizsgálhatók a segítségével (példákkal illusztrálva)?
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